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时间交叉存取逐次逼近型 ＡＤＣ中的电容自校准技术
殷　勤　 戚　韬　 吴光林　 吴建辉

（东南大学国家ＡＳＩＣ系统工程技术研究中心，南京 ２１００９６）

摘要：设计了一种用于逐次逼近型 ＡＤＣ中的电容自校准电路．通过增加一个校准周期，该电容自
校准结构即可与原电路并行工作，并可校准电路工作时产生的误差．采用该电路设计了一个用于多
通道逐次逼近型结构的１０ｂｉｔ３２Ｍｓａｍｐｌｅ／ｓ模数转换器单元，该芯片在Ｃｈａｒｔ０２５μｍ２５Ｖ工艺
上实现，总的芯片面积为１４ｍｍ×１３ｍｍ．在３２ＭＨｚ工作时，通过校准后的信噪比仿真结果为
５９５８６１ｄＢ，无杂散动态范围为７０２４６ｄＢ．芯片实测，输入频率５８ＭＨｚ时，信噪失真比为４４８２
ｄＢ，无杂散动态范围为６３７６０４ｄＢ．
关键词：电容自校准；模数转换器；逐次逼近；时间交叉存取
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